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9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く

はんだ接合部を研磨して、SEM(走査型電子顕微鏡)観察したらクラックがあった。
大変だ！ ・・・でもそれは研磨のせいかもしれません。
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研磨では、本当の姿

が見えない時があります。

研磨面FIB(集束イオン
ビーム)加工観察で検証

しましょう。

結果：クラックはありません。はんだ上部に多くのボイドがあります。
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CuFIB加工観察では

・ダレがありません。

・結晶粒や合金相が

はっきり見えます。

試料寸法

30 mm以下

40 mm以下

10 mm以下

3 mm以下

観察部

試料は左記寸法でご提
供下さい。

または、外形寸法トリミン
グオプションをご利用下
さい。

⚫ 樹脂包埋・研磨
⚫ 外形寸法トリミング
⚫ 元素分析(定性・マッピング)


